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•Типы фоточувствительности:
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• Δn·10.



•Определение наведенного ПП по динамике Бр. решетки:
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НЦВО РАН IEE Colloquiums on Fiber Gratings, 1997



Световод
1. GeO2 – 14 мол.% λс∼ 1.0 мкм (тип 1)
2. GeO2 – 20 мол.% λс∼ 1.0 мкм (тип 2а)2 ( )
3. GeO2 – 75 мол.% λс∼ 1.0 мкм (тип 2а)

Водородная обработкад р д р
P ∼ 75 атм
T ∼ 100 °С 
t ∼ 12 ч 

Облучение
λUV = 244 нм
P ∼ 50 мВт

Вывод молекулярного водородау
T ∼ 75 °С 
t ∼ 36 ч
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• Динамика записи Бр. решетки в световоде с 20 мол.% GeO2:р р

193 nm, 250mJ/shot, 3mm, 1478nmSMF867(3),Δn=0.027,λcutoff=970 nm
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• Динамика записи Бр. решеток в световодах с 14 и 75 мол.% GeO2:
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• Динамика записи и отжига Бр. решеток в световодах с 14 и 75 мол.% GeO2:
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• Профиль ПП в световоде, обладающим фоточувствительностью тип2а:
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•Динамика записи и отжига порядков в Бр. решетоке 
для световода с 75 мол.% GeO2:
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• Динамика записи и отжига Бр. решеток в световоде с 75 мол.% GeO2:
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• Динамика записи и отжига Бр. решеток в световодах с 75 мол.% GeO2:
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•Динамика отжига Δnmod в световоде с 75 мол.% GeO2:
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•Динамика отжига Δnavr в световоде с 75 мол.% GeO2:
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•Динамика отжига Δnavr в световоде с 75 мол.% GeO2:
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ВыводыВыводы

Ф 2• Фоточувствительность типа 2а присутствует «независимо» в 
световодах с высокой концентрацией GeO2;

• Динамика наведения ПП в случае наводораживания может быть Д д у д р
«сложного вида» из-за конкуренции фоточувствительности типа 
2а с типом 1(Н2);

• Отжиг наведенного ПП может существенно отличаться от типа• Отжиг наведенного ПП может существенно отличаться от типа 
1(Н2) и типа 2а;
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